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离子淌度谱和SIMPLISMA用于痕量有机化合物的检测  
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摘要  离子淌度谱(IMS)是检测痕量挥发性有机化合物的灵敏方法。SIMPLISMA(simple-to use-interactive 
self modeling-mixture analysis)是一种自模型曲线分辨方法。文章将SIMPLISMA用于DMMP, DIMP和
DEMP的IMS检测和数据的处理。这些化合物的IMS谱数据经SIMPLISMA处理后，可以提取出IMS的谱特征，并

去除大部分噪声的影响。经SIMPLISMA提取的IMS谱可被用于其他计算，如曲线分辨和模式识别等。  
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